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Инструкция по измерительным устройствам : методическое пособие к лабораторным работам по курсу
"Радиотехнические цепи и сигналы"
1988 https://www.ester.ee/record=b1224921*est

К вопросу устойчивости активных RC-цепей, содержащих конвертор отрицательного сопротивления
Schiff, Gunnar Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции, посвященной 80-летию со дня
изобретения радио А. С. Поповым 1975 / с. 61 https://www.ester.ee/record=b1322122*est

Локализация дефектов в цифровых схемах
Evartson, Teet Машинное проектирование электронных устройств и систем 1986 / с. 110-119

Локализация неисправностей в линейных аналоговых цепях
Kangur, Oleg; Slowig, P. Теоретические основы методов и приборов измерения параметров слабых сигналов 1979 / с. 17-23
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Машинное моделирование цепи питания, обеспечивающей инжекторный ток для И²Л схем
Rang, Toomas Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1981 / с. 15-19 : илл
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Метод расчета на ЭМВ электромагнитных предходных процессов в ферромагнитных устройствах с
произвольной структурой магнитной и электрической цепи
Sepping, Eino; Евдокунин Г.А.; Коршунов Е.В. Электротехника : научно-технический журнал 1991 / с. 56-59: ил

Метод синтеза сбалансированных цепей
Männama, Vello Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1980 / с. 129-132 : илл
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Нахождение передаточной функции по заданной функции группового запаздывания
Kukk, Vello; Rüstern, Ennu Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 11 1973 / с. 19-26 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190624*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d6e57925-e104-44e1-a218-c5b3110d9996

О компактности RC - трехполюсников. I. Свойства компактности Y(Z)-параметров
Männama, Vello Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 10 1972 / с. 23-30
https://www.ester.ee/record=b2190520*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/49449c41-8f8a-4846-93fd-8f149889ec73

О компактности RC - трехполюсников. II. Связи компактности между Y- и Z-параметрами
Männama, Vello Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 10 1972 / с. 31-45
https://www.ester.ee/record=b2190520*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/49449c41-8f8a-4846-93fd-8f149889ec73

О компенсируемости неидеальных конверторных двухпортов
Schiff, Gunnar Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 10 1972 / с. 47-62 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190520*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/49449c41-8f8a-4846-93fd-8f149889ec73

О понятии напряжения на участке электрической цепи в курсе общей физики
Gavrilov, Aleksei; Kukk, Peeter-Enn Методика преподавания физики в вузе 1986 / с. 21-26
https://www.ester.ee/record=b1206046*est

О реализации идеальных трансформаторов в виде +- R-цепей
Männama, Vello Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции, посвященной 80-летию со дня
изобретения радио А. С. Поповым 1975 / с. 62 https://www.ester.ee/record=b1322122*est

О точности электрической измерительной цепочки
Randmer, Uudus-Gerhard Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. [1] 1963 / с. 35-42 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181953*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/c0cba674-7147-4659-abad-39f8419dd45e

Об общем определении цепи
Sillamaa, Hanno Тезисы Четвертой Всесоюзной межвузовской конференции по теории и методам расчета нелинейных
электрических цепей и систем. (Октябрь 1971 г.) 1971 / с. 3-4

Основы синтеза схемных структур соединения многополюсных цепей : теория эквивалентных цепей
Sillamaa, Hanno 1983 https://www.ester.ee/record=b1291510*est

Основы теории цепей : методическое руководство к составлению курсовой работы для специальности 0701
Kangur, Oleg; Ratassepp, Jaak 1985 https://www.ester.ee/record=b1227175*est

Осциллятор с внутренней обратной связью : методическое пособие для лабораторных работ по курсу
"Радиотехнические цепи и сигналы"
1988 https://www.ester.ee/record=b1222305*est

Преобразование звезда-сеть для расчета активных адмитансных цепей
Kukk, Vello; Ronk, Ants Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1980 / с. 121-128 :
илл https://www.ester.ee/record=b1264145*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/81bf2178-a9f8-417d-86c7-2000cca6a01e

Преобразование спектров в нелинейных цепях : методическое руководство для лабораторных работ по курсу
"Радиотехнические цепи и сигналы"
1988 https://www.ester.ee/record=b1222345*est

Применение электронной вычислительной машины для определения рациональных параметров
последовательно-параллельной цепи термокомпенсации
Randmer, Uudus-Gerhard Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 3 1965 / с. 123-143 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181992*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ac7c42ac-6151-4dbe-bbe3-9dfe68adbce1

Свойства и взаимосвязи адмитасных многополюсных элементоров
Sillamaa, Hanno Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 9 1971 / с. 3-20 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190156*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/945ec07e-d7b0-466e-bc24-6ad904a829e9/

Спектральный анализ в нелинейных цепях : лабораторная работа 5 : методическое пособие по курсу
"Радиотехнические цепи и сигналы" для спец. 2103
1990 https://www.ester.ee/record=b1248911*est
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Структура и свойства элементор-пространства представления многополюсных цепей
Sillamaa, Hanno Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 10 1972 / с. 3-15 : илл
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Теория линейных цепей : лабораторные работы
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Теория цепей : лабораторные работы
1986 https://www.ester.ee/record=b1262243*est

Теория цепей : лабораторные работы
1986 https://www.ester.ee/record=b1217035*est

Теория цепей : лабораторные работы
1989 https://www.ester.ee/record=b1272281*est

Численное моделирование цепей, содержащих компоненты с распределенными параметрами
Kängsep, Eiko Численные методы и средства проектирования и испытания элементов РЭА : тезисы докладов. Том II 1978 /
с. 79-80 https://www.ester.ee/record=b1273989*est

Эквивалентное преобразование для одного класса RC-цепей
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Электротехника и автоматика
Pikkov, Otto; Uutma, Toomas; Seppel, Simmu; Umbleja, Uko; Väljamäe, Gunnar; Gordon, Boris; Proode, Ülo; Raiend,
Kullo; Aarna, Olav; Metsanurm, Margus; Land, Raul; Lipping, Kalle; Ronk, Ants; Saar, R. 1988
https://www.ester.ee/record=b1288214*est

https://www.ester.ee/record=b2190520*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/49449c41-8f8a-4846-93fd-8f149889ec73
https://www.ester.ee/record=b1353954*est
https://www.ester.ee/record=b1262243*est
https://www.ester.ee/record=b1217035*est
https://www.ester.ee/record=b1272281*est
https://www.ester.ee/record=b1273989*est
https://www.ester.ee/record=b1281890*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/8e0abfe2-9020-4ebd-85d1-fd67de0d1b30
https://www.ester.ee/record=b1322122*est
https://www.ester.ee/record=b1296468*est
https://www.ester.ee/record=b1288214*est

